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1, WSTEP

1. 1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy sa wymaga-

nia i badania dotyczace tranzystoréw przetaczajacych,

przeznaczonych do pracy w elektronicznych urzadzeniach

profesjonalnych,

1,2, Zakres tematyczny normy, Kolejno numerowane ar-

kusze normy (od 01) zawieraja szczegbtowe postanowienia
dla okreéloﬁych rodzin tranzystoréw przetaczgacych prze-
znaczonych do pracy w elektronicznych urzadzeniach pro-

fesjonalnych,

1,3, Przedmiot arkusza normy, Przedmiotem ninigszego

arkusza normy sa postanowienia ogéine oraz wymagania'i
badania wspdlne dla grupy tranzystordéw przetaczajacych,
przeznaczonych do pracy w elektronicznych urzadzeniach

profesjonalnych,

1.4, Okreslenia - wg PN-72/T-01500, PN-76/T-01501 i

PN-74/T-Q1515.

2. POSTANOWIENIA OGOLNE

2. 1. Parametry dopuszczalne, W arkuszu szczegdtowym

dla danego typu tranzystordédw powinny byé podane dopusz-
czalne wartosci nastepujacych parametréw;

UCB - napiecie kolektor-baza,

UCE - napigcie kolektor-emiter,

UEB - napigcie emiter-baza,

IC - prad kolektora,

ICM - szczytowy prad kolektora,

IB - prad bazy, , .

P - catkowita moc wejSciowa (stata lub $Srednia)
na wszystkich elektrodach przy by ity i Lease
okreslonych oraz wykres mocy w funkcji tem-
peratury,

4 - temperatura zfgcza, |

Istg - temperatura przechowywania,

Rthj-a - rezystancja termiczna ztacze-otoczenie,

Rthj-c - rezystancja termiczna ztacze-obudowa,

Dane te stanowig wartosci, ktérych nie mozna przekro-

czyé w eksploatacji tranzystordw,

2,2, Parametry charakterystyczne, W arkuszu szcze-

gétowym dla danego typu tranzystoréw powinny byé  poda-

ne, przy okreslonej temperaturze otoczenia, wartoéci na-

stepujacych parametréw charakterystycznych przy okres-
lonych warunkach pomiaru:;
ICBO - prad zerowy kolektora przy UCB = 75
+ =
_15%U(_,Bnm ’ IE 0,
lub
ICES - prad resztkowy kolektora przy UBE= 0,
UCE" okreslone,
U - riapiecie przebicia kolektor-baza przy o-
(BR)CBO €
kreslonym IC oraz IE =0,
lub
U(BR)CES - napiecie przebicia kolektor—emiter przy
IB=O’ IC—-' okresinym,
U(BR)CEO -~ napigcie przebicia kolektor-emiter przy
UBE =0, IC‘ - okreslonym,
lub
U BR) - napigcie przebicia kolektor-emiter przy
R)CER .
( U, =R, I, _ okreslonym
BE S & :
U(BR)EBO - napigcie przebicia emiter-baza przy IC =
= 0, IE- okreélonym,
thE - statyczny wspétczynnik wzmocnienia pra-
dowego w uktadzie OF przy okres$lonym
i [
IC' [CE'
fT - czestotliwo$é graniczna przy okreslonych:
IC - UCE oraz f,
_ pojemnoéé ztacza kolektor-baza rz o-
CCBO poj a , przy
t t jiSciu i okresl| h [T
wartym wejsciu i okreslonyc LCB oraz f,
ton - czas wtaczania przy okreslonych IC oraz
IB w okreslonym uktadzie pomiarowym,
(0” - czas wytaczania przy okreslonych IC oraz
TR
lub
U _ czas opéznienia przy okreslonych IC oraz
IB w okreélonym uktadzie pomiarowym,
' - czas narastania przy okreslonych IC oraz

I w okreslonym uktadzie pomiarowym,
t - czas magazynowania przy okreslonych IC‘

oraz IB i w okreélonym uktadzie po-

1 B2
miarowym,

~ Zgloszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Pétprzewodnikéw
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Elektronicznego UNITRA dnia 17 lutego 1977 r.
joko norma obowigzujgca w zakresie produkciji i obrotu od dnia 1 patdziernika 1977 r.

(Dz. Norm. i Miar nr

7/1977 poz. 20)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1977.

Wptyw do WN 16.3.77. Qddano do sktadu 11.5.77. Druk ukorczono w czerwcu .77.

Cena 2zt 2.40

Obj.0,65a. w. Naklad 3000 + §5 egz. Zam, 1361/77



2 BN-77/3375-40/00

tg - czas opadania przy okres$lonych IC oraz IB! 3. WYMAGANIA | BADANIA
' IBZ W pkresidnym Widadzle: pamlaraym, 3.1. Wymagania. Tranzystory objete niniejsza normma po-
_ 2 i . e r j
UCEsat Ripppele RasyRES WolameDR=Siar Ry winny spetniaé wymagania podane dla poszczegdlnych ty-
IB % SRPEAOPT, IC = DREREICeNN, pédw w kolejnych arkuszach oraz wymagania wg PN-74/
- i i i - it r -
UBEsat napiecie nasycenia baza-emiter przy IB T_01515.

okreslonym, IC - okreslonym,
3.2, Rodzaje i warunki badan kontrolnych

2. 3, Pozostate postanowienia - wg PN-74/T-01515 Za-

3.2.1. Badania grupy A - wg tabl, 1,

Yacznik 1.

Tablica 1

5 Metoda badani Poziom . o % ;
Podgrupa badan ::g Sl Kontral Warunki Szczegdty do ustalenia w arkuszu
PN-74/T-0 i 5

wg / 1515 PN_74/T-01 515 {AQL badania szczegdtowym

1 2 3 4 5

Podgrupa A1

Sprawdzenie wymiardw ( gtéwnych) 4,3.3 = sprawdzane parametry geome-
tryczne

Sprawdzenie wykonania obudowy 4, 3. 4 1 2,.5% - -

Sprawdzenie trwalosci oraz prawi- 4,.3.6 - -
dtowosci cechowania i znakowania

Podgrupa A2

Sprawdzenie podstawowych parametrdéw
elektrycznych:
IJEBO - prad zerowy kolektora

ICES - prad resztkowy kolek-
tora

U - napigecie przebicie
(BRYCBO kolektor-baza
lub

- napiecie przebicia ko-

U
(BR)CES jektor-emiter

U - napiecie przebicia warunki pomiaru i wartosci
I: s

(BR)CEO kolektor-emiter 4.3.7 I 1, 0% graniczne kontrolowanych pa-

lub rametrow

- napiecie przebicia

U
(BRICER kolektor-emiter

- napiecie przebicia
emiter-baza

L%BR}EBO

- statyczny wspdteczynnik
wzmocnienia pradowego

hZTE

Podgrupa A3

Sprawdzenie drugorzednych parametréw
elektrycznych

J‘T - czestotliwosé graniczna

&

: - pojemnosé ztacza kolektor-
CBO

-baza

- napiecie nasycenia kolektor-

UCEsu! 2
~emiter

- napiecie nasycenia baza-emi-
warunki pomiaru i wartosci

ter . -
4.3.7 15 1,5% graniczne kontrolowanych pa-

fon - czas wlaczania rametroéw

UBESU!

czas wytaczania

- czas opbéznienia
t - czas harastania

t - czas magazynowania

- czas opadania

Podgrupa A4 nie stosuje sie
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3.2.2. Badania grupy C - wg tabl. 2 wykonuje sie co

6 miesiecy.

Tablica 2

Podgrupa badah Metoda badania Poziom Szczegdty do ustalenia w arkuszu
wg PN-74/T-01515 wg kontroli Warunki badania szczegbétowym
PN-74/T-01515 iAQL
1 2 3 4 5
Podgrupa C1 tempegatura lutowia - warunki pomiaru i wartosci graniczne
T vp— 4.3.5 S-4; 2,5% | - 235 C, czas rege- kontrolowanych parametréw
neracji 2:6 h
Podgrupa C2
Sprawdzenie wytrzymatos- : " 5 o g
: . : 4,3, 24 S-iz 2. 5% - rodzaj badania, wartoéé obciazenia
ci mechanicznej wyprowa-
dzeh
Podgrupa C3 40 g, sposdéb mocowania korpusu elementu
. 5 1000 udardéw w ka%- oraz wyprowadzefi, warunki pomiaru
Sprawdzenie wytrzymatos- ; . A 3
. 2 4. 8,17 S-4; 2,5% | dym kierunku pro- i wartosci graniczne kontrolowanych
ci na udary wielokrotne .
bierczym parametrdéw
Sprawdzenie wytrzymatoé- A, 3. 12 metoda dwéch komér wartoéci temperatur ’1:1 i TB , warunki
ci na nagte zmiany tem- pomiaru i wartoéci graficzne kontro-
peratury lJowanych parametréw
Sprawdzenie wytrzymatos- 4, 3,20 10500 Hz, 20g, 3 h sposéb mocowania korpusu elementu
ci na wibracje o zmiennej oraz wyprowadzefi, warunki pomiaru
czestotliwosci i wartoéci graniczne kontrolowanych
parametréw
Sprawdzenie wytrzymatoé- 4,3.13 10 déb warunki pomiaru | wartosci granhiczne
ci na wilgotne goraco kontrolowanych parametréw
Podgrupa C4 nie stosuje sie
Podgrupa C5
Sprawdzenie wytrzymatos- 4,3,23 S-4; 4,0% | 20000 g kierunki probiercze, sposéb mocowa-
ci na przyspieszenie nia korpusu elementu oraz wyprowa-
state ! dzeri, warunki pomiaru i wartosci
graniczne kontrolowanych parametrdéw
. N . 2
Podgrupa C6 nie stosuje sie
Podgrupa C7a nie stosuje sie
Podgrupa C7b
Sprawdzenie wytrzymatos- 4,3,10 S-4; 4,0% 1000 h temperatura narazania, warunki po-
ci na suche goraco miaru i wartoéci graniczne kontrolo-
wanych parametrdéw
Podgrupa CBa
Sprawdzenie odpornosci na 4,3.9 S-4; 4,0% - temperatura narazania, warunki po-
zimno miaru i wartoéci graniczne kontrolo-
wanych parametrdéw
Podgrupa C8b
Sprawdzenie odpornosci na 4,3, 11 S-4; 4,0% - temperatura nara%ania, warunki po-
suche goraco maru i wartoséci graniczne kontrolo-
wanych parametroéw
Podgrupa C9
Sprawdzenie wymiaréw 4,.3.3 5-4; 2,5% i sprawdzane parametry geometryczne

1) Badania dotycza tylko

tranzystoréw w obudowach metalowych,

2) Badanie moze byé wykonywane na 2adanie odbiorcy w uzgodnieniu z producentem. Informacje o wynikach badania
otrzymuje zainteresowany odbiorca. ;
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3.2. 3. Badania grupy D - wg tabl, 3 wykonuje sig co 2 lata.

Tablica 3
, M i " 5 :
Podgrupa badan etod‘s Raiaa Poziom W L —— Szczegodty do ustalenia w
wg PN-74/T-01515 EN ‘?le 01515 kontroli R arkuszu szczegdtowym
- - i AQL
1 2 3 4 5
Podgrupa D1 nie stosuje sie
Podgrupa D2 nie stosuje sie
1)
Podgrupa D3
Sprawdzenie wytrzymatosci na 4, 3,28 S-4; 4,0% - rodzaj rozpuszczalnika
rozpuszczalhiki ’
1)
Podgrupa D4
Sprawdzenie palnosci 4, 3,29 S-4; 4,0% i =
(zewnetrznej)
Podgrupa D5a nie stosuje sie
Podgrupa D5b nie stosuje sig
Podgrupa D6 . warunki obciazenia, metoda
Sprawdzenie odpornosci na na o bRGElIN, SHoRD Meckianle
-p. . e - 4,3.25 S-4; 2,5% 4000 h, 25 C korpusu elementu oraz wy-
razenia elektryczne ? . .
prowadzen, warunki pomiaru
i wartosci graniczne kontro-
lowanych parametrdéw
2)
Podgrupa D7a
w ania dotyczace zko-
Sprawdzenie wytrzymatoéci na 4, 3,26 S-3; 4,0% - . S = S S5
i dzen powierzchniowych
plesn
Podgrupa D7b 2)
Sprawdzenie wytrzymatoéci na 4, 3,27 S-3; 4,0% 4 doby | -
? ]
mgte solna
1) Badania dotycza tranzystoréw w obudowach plastykowych,
2) Badanie stosuje sig przy zaméwieniu tranzystoréw w wykonaniu tropikainym lub dla klimatu morskiego.

3,2, 4, Parametry kontrolowane w badaniach grupy C i D - wg tabl. 4,

Tablica 4
Oznaczenie Nazwa parametru Podgrupa badar
hZIE statyczny wspétczynnik wzmocnienia pradcewego Cci1, C3, C5, C7b, C8a, D6
ICBO prad zerowy kolektora
lub Ci, C3, C7b, C8b, D6
!C‘ES prad resztkowy kolektor'a

3.3. Pozostate postanowienia w zakresie oznaczania, pobierania prébek, oceny wynikéw badaf, pakowania, przecho-

wywania i transportu —wg PN-74/T-01515,

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca normg¢ - Naukowo-Produk- PN-76/T-01501 Elementy pétprzewodnikowe, Oznaczenia

cyjne Centrum Pétprzewodnikéw, literowe podstawowych wielkoégi elektrycznych i pa-

2. Normy zwiazane rametréw

PN-72/T-01500 Elementy pdtprzewodnikowe, Nazwy i PN-74/T-01515 Elementy pétprzewodnikowe, Ogéine wy-

5 . e ;
okreslenia magania | badania




